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Toomsalu, Arvo Arvutustehnika ja Andmetöötlus 1997 / 4, lk. 14-16; 5, lk. 7-11; 6, lk. 6-9; 7/8, lk. 1-6: ill

Unustusehõlma vajunud mikroprotsessorid 4005 ja MF7114
Toomsalu, Arvo A & A 2011 / lk. 8-17 : ill

Valuroboti mikroprotsessorjuhtimisega manipulaatori uurimine : elektriseadmed : magistritöö
Kulmar, Lembit 1992 https://www.ester.ee/record=b2630339*est

Автоматизированное построение программ самодиагностики микропроцессоров
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